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 Алмаз обладает уникальной комбинацией электрических, оптических, структурных и тепловых свойств, делающей его привлекательным материалом для изготовления МЭМС, а также перспективных устройств акустоэлектроники гигагерцового диапазона. При создании последних, весьма полезной может оказаться возможность модификации структуры и физических свойств алмаза с помощью ионной имплантации. Так, например, возможно создание встроенных в матрицу алмаза заглубленных слоев (аморфизованных, графитизированных) толщиной от десятков нанометров до единиц микрон [1]. Однако акустические свойства таких слоев исследованы недостаточно. Получить информацию о скорости звука, затухании, акустическом рассогласовании имплантированного слоя и алмазной матрицы можно с помощью методов пикосекундной акустики.

В данной работе проведено зондирование встроенных в алмаз графитизированных слоев импульсами когерентных фононов. Образец был выполнен имплантацией ионов углерода с энергией 350 кэВ в пластину алмаза типа IIA (100), с последующим отжигом в вакууме. Было сформировано пять прямоугольных областей, с дозами имплантации от 4∙1015 см-2 до 12∙1015 см-2. При увеличении дозы имплантации, увеличивалась толщина графитизированного слоя и уменьшалась глубина залегания. Когерентные фононы (упругие импульсы) с шириной спектра ~ 80ГГц генерировались при облучении Al пленки (30нм), напыленной на поверхность алмаза, импульсами фемтосекундного титан-сапфирового лазера. Колебания поверхности структуры, вызванные распространением когерентных фононов, регистрировались оптически, с помощью интерферометра Саньяка.
Обнаружено сильное отражение упругих импульсов от границы алмаз/имплантированный слой. При этом структура - поверхность образца/алмаз/графитизированный слой ведёт себя как резонатор для продольных фононов с частотами ~25ГГц. Точное значение частоты определяется глубиной залегания графитизированного слоя. Сопоставление полученных данных с результатами проведенных ранее исследований оптического возбуждения поверхностных и объёмных когерентных фононов в алмазе с графитизированными слоями [2,3], позволило оценить упругие и фотоупругие свойства таких слоев. 
Работа выполнена при поддержке ПФИ Президиума РАН №1.
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